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Automatic identification of failure type of electric contact life test based on LabVIEW
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Abstract: The judgment method of the traditional electric contacts is mainly determined by control and detection of PLC
to determine whether the value of specific voltage time bounds. For it is no reasonable use of the on-off time domain
signal changes in the process of information, the type of contact failure can’t be reliably determined.
In order to overcome this drawback, this paper uses the electric life testing platform developed by Holzer sensor and data
acquisition card and other hardware in this paper, and through the on-off process of signal acquisition complete as the
source, writes failure type identification algorithm for data processing and logical operation using the LabVIEW software.
In experiment process, real-time monitoring of the plurality of contact parameters and automatic identification of failure
types are achieved, and meanwhile comprehensive information of the contact failure is obtained. The experiment results
show that the test results can achieve the expected results.
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Fig. 1 Test platform hardware structure
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Fig. 4 Automatic identification of failure information part of the program
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	又因为均方值(RMS)计算方法为 
	     (5) 
	所以有效值是利用式(5)计算所得。使用LabVIEW中求均方根的函数，如图3所示，直接调用此函数即可算出对应的均方根值。 
	  
	图3中，X是实数输入序列。 
	该VI使用式(6)计算均方根值。 
	                          (6) 
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	2.4 自动判别实现过程 
	3.1 试验结果验证 
	试验所用试品信息如表1所示，通过设定的试 
	验条件进行电寿命监测试验。试验开始时间为2016-6-8 10:21:33，试验只选取一个继电器作为试品进行结果测试。 
	Table 1 Test sample information 
	Fig. 4 Automatic identification of failure information part of the program 
	为了全面地检测系统对试验过程中失效情况的处理是否正确，试验过程中进行了人为干预失效，即人为地使试品触点发生“失效”。人为干预失效可以分为两种：一种是采取人为短接触点两端的方式，使试品在通断的时候检查结果均处于“闭合”状态，程序在运行至断开过程时，自动识别触点没有正常断开而显示其发生了熔焊失效；另一种是人为地断开试品触点，采取在触点中间放入绝缘物质的方法，使试品在通断的时候检查结果均处于“断开”状态，程序在运行至吸合过程时，自动识别触点没有正常吸合而显示其发生了断开失效。 
	参数设置及初始化完成后，点击开始试验。在试验进行到第581次和582次时，人为干预造成熔焊失效，在945次时人为干预造成断开失效，在1500次、2150次时人为干预造成熔焊失效。在第2150次时，试品达到了设定的允许失效次数5次，程序自动退出试验，并将相应通道的负载断开。最终将试验结果保存至试验报表，经过测试，系统功能基本达到预期效果。试品失效信息列表如表2所示。 
	图5中横坐标表示的是试验操作次数，纵坐标 
	是触点的接触电阻，单位为mΩ。本文测量的接触电阻Rj是由触点闭合后的接触压降和通过触点的稳定电流来决定的，表示的是触点工作过程中的热态接触电阻，计算公式为 
	Fig. 5 Relationship between the contact resistance  
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